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(57) Abstract:
(EN): This abnormality detection device is provided with: an outlier score calculation unit (3) which calculates, from abnormality
detection time-series data and as an abnormality detection outlier score, the degree of abnormality exhibited at each of a plurality
of times by a facility for which abnormalities are to be detected, said abnormality detection time-series data representing a time
series of the state of the facility at the plurality of times; an outlier data extraction unit (4) which, on the basis of the abnormality
detection outlier score at each of the plurality of times as calculated by the outlier score calculation unit (3), extracts, from the
abnormality detection time-series data and as outlier data, abnormality detection time-series data for a time period during which
an abnormality may have occurred in the facility; and an abnormality determination unit (8) which compares the waveform of
the abnormality detection outlier data extracted by the outlier data extraction unit (4) with waveform conditions for determining
that a waveform representing changes in the abnormality detection outlier data matches a waveform obtained when the facility is
operating normally, and determines whether or not the facility is operating abnormally, on the basis of the result of the comparison
between the waveform conditions and the waveform of the abnormality detection outlier data.

(FR): La présente invention concerne un dispositif de détection d'anomalie comprenant : une unité de calcul de score de valeur
aberrante (3) qui calcule, à partir de données chronologiques de détection d'anomalie et en tant que score de valeur aberrante de
détection d'anomalie, le degré d'anomalie présenté à chaque moment d'une pluralité de moments par une installation pour laquelle
des anomalies doivent être détectées, lesdites données chronologiques de détection d'anomalie représentant une chronologie de
l'état de l'installation à la pluralité de moments ; une unité d'extraction de données de valeurs aberrantes (4) qui, sur la base du score
de valeur aberrante de détection d'anomalie à chaque moment de la pluralité de moments tel que calculé par l'unité de calcul de
score de valeur aberrante (3), extrait, à partir des données chronologiques de détection d'anomalie et en tant que données de valeurs
aberrantes, des données chronologiques de détection d'anomalie pendant une période de temps pendant laquelle une anomalie
peut avoir eu lieu dans l'installation ; et une unité de détermination d'anomalie (8) qui compare la forme d'onde des données de
valeurs aberrantes de détection d'anomalie extraites par l'unité d'extraction de données de valeurs aberrantes (4) avec des conditions
de forme d'onde pour déterminer qu'une forme d'onde représentant des changements dans les données de valeurs aberrantes
de détection d'anomalie correspond à une forme d'onde obtenue lorsque l'installation fonctionne normalement, et détermine si
l'installation fonctionne anormalement ou non, sur la base du résultat de la comparaison entre les conditions de forme d'onde et la
forme d'onde des données de valeurs aberrantes de détection d'anomalie.



(JA): 複数の時刻における異常検知対象の設備の状態を時系列で示す異常検知用の時系列データから、複数の時刻の
それぞれにおける設備の異常度を異常検知用の外れスコアとして算出する外れスコア算出部(３)と、外れスコア算出部
(３)により算出された複数の時刻のそれぞれにおける異常検知用の外れスコアに基づいて、異常検知用の時系列データ
の中から、設備に異常が発生している可能性のある時間帯の異常検知用の時系列データを外れデータとして抽出する
外れデータ抽出部(４)と、外れデータ抽出部(４)により抽出された異常検知用の外れデータの変化を示す波形が、設備
が正常であるときの波形であると認められる波形条件と、異常検知用の外れデータの波形とを照合し、波形条件と異
常検知用の外れデータの波形との照合結果に基づいて、設備が異常であるか否かを判定する異常判定部(８)とを備える
ように、異常検知装置を構成した。
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